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　X線CT装置の高度化とともに，被ばく
の目安となるCT装置の線量指標も追走し
ている。CT dose index（CTDI）は，「X線
CT装置の基礎安全及び基本性能に関す
る個別要求事項（JIS Z 4751-2 -44）」で
規定されている。近年では，X線ビーム制
限幅の拡幅に伴う影響もおおむね解消し
た。近未来としてはdual energy CT
（DECT）の線量評価があり，現在，標準
化に向けて国際会議が定期的に開催され
ている。
　本稿では，これらの内容について概略
を記述する。

CT装置の高度化と
線量評価

図1は，CT装置や機能および関連機
器の高度化と線量評価に関する時代変
遷を，5年ごとにまとめたものである。な
お，いずれの項目も文献など1）を基に記
載したが，開発や実用化の開始などの意
味合いから年単位でのズレはご容赦願い
たい。
　現在のCT装置の基本形は1972年に
Hounsfieldらにより開発され，翌年の
1973年よりMayo Clinicに導入された。
CT装置の線量評価は，当初，TLD（熱
蛍光線量計）やfilmを使用していたが，
1977年にJuciusら2）により，電離有効
長を100mmとするペンシル型のチェン
バーが開発された。そして，1981年に
Shopeら 3）がCTDIの概念とペンシル
チェンバーでの初期的な測定結果につい

て発表した。
　1990年，世界を驚かせる新しいスキャ
ン方式であるヘリカル（スパイラル）ス
キャンがKalenderら4）により発表され
た。一方で，線量評価は 1995 年に
Leitzら5）により，直径16cmと32cm
の標準ファントムを用いて，周辺の
CTDIと中心のCTDIに重み付けされた
CTDI（CTDIw）の提案がなされた。特
に，CTDIwの活用で標準体での実効線
量との対比が可能とされ，線量評価の
臨床的な認知度と意義が広まった。
　1998年の北米放射線学会において，
体軸上に4つの検出器列を有するmulti 
detector CT（MDCT）が発表された。
ここから約10年にわたり，各製造業者
による多列化競争が開始された。そして
翌年の1999年に，「医用X線CT装置
─安全（IEC 60601 -2 -44：1999）」が制
定され，ようやく世界共通の標準化が
始まった。これにより，スキャン時の線
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1980

1945 回転断層撮影：高橋
1972 CT装置：Hounsfield
1976 TLD dosimetry：
　　　McCullough 
1977 Pencil Chamber：Jucius
1978 Film：Dixon
1978 第3世代CT装置 

1985

1981 CTDI：Shope
1984 FDA regulation
1984 Std. phantom

1990

1990 Helical scan：Kalender

1995

1994 IEC 2-6 Ed.1
1995 CTDIW,100：Leitz

2000

1998 MDCT 4DAS
1999 IEC 2-44 Ed.1

2005

2001 JIS Z 2-6
2002 IEC 2-44 Ed.2

（nT= BW,Pitch factor）
2002 MDCT 16DAS
2004 IEC 3-5 Ed.1
2004 JIS Z 2-44
2005 MDCT 64DAS
2005 Dual Source CT

2010

2006 IEC 2-6 Ed.2
2006 IEC 3-5 Ed. 1
2006 IEC 2-44 Ed.2.1
2007 Fast kV Switching CT 
2007 Dual Layer CT
2007 Area Detector CT 
2007 CT-AEC
2008 Z 2-44, Z 3-5
2009 IEC 2-44 Ed.3

2015

2012 JIS Z 2-6
2012 JIS Z 2-44
2012 IEC 2-44 Ed.3.1
2012 SSDE204（AAPM）
2014 SSDE220（AAPM）
2015 Japan DRLs 2015

2020

2016 IEC 2-44 Ed.3.2 
2018 JIS Z 2-44
2019 IEC 3-5 Ed. 2
2019 IEC 62985（SSDE）
2020 Japan DRLs 2020

2025

2021 JIS Z 3-5
2022 JIS T 62985（SSDE）
Schedule：
202X MECT（AAPM）
202X DRLs 2025 in Japan
202X IEC 2-44 Ed.4
202X IEC T63783（Spectral）

図1　 CT装置の高度化と線量評価に関する時代変遷

被ばく： X線CT装置における
線量指標の時代変遷
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